
، وإنما یكفي أن%100من الضروري أن یكون الترانزستور السلیم مطابق للتالف بنسبة تالف بآخر سلیم، لیس MOSFET عند تغییر ترانزستور من نوع
:یشترك معھ في بعض الخصائص الأساسیة، وھي

.P-channel أو N-channel :النوع
.Regular Level Gate Voltage أو Gate Voltage: Logic Level Gate Voltage البوابةجھد

Power, Voltage, & Current Ratings.
.On-Resistance مقاومة التوصیل

، وإنما یكفي أن یشترك معھ%100 للتالف بنسبة الضروري أن یكون الثنائي السلیم مطابقتالف بآخر سلیم، لیس من Schottky عند تغییر ثنائي من نوع
:في بعض الخصائص الأساسیة، وھي

Power, Voltage, & Current Ratings.
.Forward Voltage الانحیاز الأماميجھد

ستور أو الثنائي الترانزأعلى من Power, Voltage, & Current Ratings البدیل أن یكون لھ Schottky أو ثنائي MOSFET یسمح لترانزستور
.التالف، ولا یسمح بالعكس

الترانزستور التالف، ولا یسمح لھا بأن تأخذ البدیل أن تكون مساویة أو أقل قلیلا من MOSFET لترانزستور On-Resistance یسمح لمقاومة التوصیل
.قیمة أعلى

من الثنائي التالف، ولا یسمح لھ بأن البدیل أن یكون مساویا أو أقل قلیلا Schottky لثنائي Forward Bias Voltage الأماميیسمح لجھد الانحیاز
.یأخذ قیما أعلى

.الأصلیةلوجود اختلافات جذریة في خصائصھا عن القطع NTE بدیلة مكافئة من نوعلا ینصح باستعمال قطع

على ألا تقل (بدیل السلیم مكانھ إما باستخدام كاویة اللحام العادیة ولحام الالتالف من اللوحة الأم Schottky أو ثنائي MOSFET یمكن فك ترانزستور
.(تلفیات باللوحة الأموھو ما أنصح بھ شخصیا لتجنب إلحاق) Hot Air Jet أو باستخدام جھاز الـ (50Wعن قدرتھا

مكثفات مستخدمة لمدة طویلة، فإنھ ینصح كذلك بتغییرلھا  Schottky أو ثنائي MOSFET ترانزستورفي حالة ما إذا كانت اللوحة الأم التي یتم تغییر
.القریبة Smoothing Capacitors التنعیم

وكذلك تلك التي لم یتم تغییرھا للوحة الأم، ینصح باختبار درجة حرارة القطع التي تم تغییرھا Schottky أو ثنائیات MOSFET بعد تغییر ترانزستورات
قد یعني ضرورة أما إذا وجد أن درجة حرارة القطع التي تم تغییرھا أعلى من الطبیعي فإن ھذا). الغرفةوھي درجة حرارة(عیة والتأكد من أنھا في الحدود الطبی

.ھذه، والتي تقوم بتشغیل منظمات الجھدVRM (Voltage Regulator & Monitor) تغییر الدائرة المتكاملة المسئولة عن تنظیم ومراقبة الجھد

.الأمإن كان تالفا أم لا، ینبغي فكھ أولا من اللوحة MOSFET ـقبل اختبار ال

الجزء السادس

Battery الأعطال المرتبطة بالبطاریة

 بالبیانات المسجلة بھاالموجودة على اللوحة الأم بتیار صغیر جدا یمكنھا من الاحتفاظ CMOS لتغذیة ذاكرةتستخدم البطاریة الموجودة على اللوحة الأم أساسا
.أثناء عدم تشغیل الجھاز


